Интегральные схемы

	Обозначение 
	Наименование 
	Языки переводов 

	CLC/TR 62258-3:2007 
	Изделия полупроводниковые бескорпусные (кристаллы). Часть 3. Рекомендации по установившейся практике обращения, упаковки и хранения 
	 

	CLC/TR 62258-4:2007 
	Изделия полупроводниковые бескорпусные (кристаллы). Часть 4. Опросный лист пользователей и поставщиков кристаллов 
	 

	CLC/TR 62258-7:2007 
	Изделия полупроводниковые бескорпусные (кристаллы). Часть 7. XML - схема обмена данными 
	 

	CLC/TR 62258-8:2008 
	Изделия полупроводниковые бескорпусные (кристаллы). Часть 8. EXPRESS-модель схемы обмена данными 
	 

	EN 60747-16-3:2002 
	Приборы полупроводниковые. Часть 16-3. СВЧ интегральные схемы. Преобразователи частоты 
	 

	EN 60747-16-10:2004 
	Приборы полупроводниковые. Часть 16-10. Технологический график приемки (TAS) монолитных СВЧ интегральных схем 
	 

	EN 61523-1:2002 
	Стандарты по расчету временных задержек и потребляемой мощности. Часть 1. Система расчета временных задержек и потребляемой мощности интегральных схем 
	 

	EN 61523-2:2002 
	Стандарты по расчету временных задержек и потребляемой мощности. Часть 2. Требования к расчету временных задержек и потребляемой мощности для библиотек CMOS ASIC 
	 

	EN 61943:1999 
	Схемы интегральные. Руководство по аттестации производственных линий 
	 

	EN 61964:1999 
	Схемы интегральные. Конфигурации выводов запоминающих устройств 
	 

	EN 61967-1:2002 
	Схемы интегральные. Измерение электромагнитных излучений от 150 кГц до 1 ГГц. Часть 1. Общие условия и обозначения 
	 

	EN 61967-2:2005 
	Схемы интегральные. Измерение электромагнитных излучений от 150 кГц до 1 ГГц. Часть 2. Измерение излучений. Метод с применением TEM-элементы и широкополосных TEM-элементов 
	 

	EN 61967-4:2002 
	Схемы интегральные. Измерение электромагнитных излучений от 150 кГц до 1 ГГц. Часть 4. Измерение кондуктивных излучений методом прямого соединения 1 Ом/150 Ом 
	 

	EN 61967-5:2003 
	Схемы интегральные. Измерение электромагнитных излучений от 150 кГц до 1 ГГц. Часть 5. Измерение кондуктивных излучений. Стендовый метод с применением клетки Фарадея 
	 

	EN 61967-6:2002 
	Схемы интегральные. Измерение электромагнитных излучений от 150 кГц до 1 ГГц. Часть 6. Измерение кондуктивных излучений. Метод магнитного зонда 
	 

	EN 61967-8:2011 
	Схемы интегральные. Измерение электромагнитных излучений. Часть 8. Измерение излучений. Метод с использованием полосковых линий интегральных схем (IC) 
	 

	EN 62014-1:2002 
	Электронные библиотеки автоматизации проектирования. Часть 1. Технические условия на входы/выходы буферной информации (версия 3.2 IBIS) 
	 

	EN 62132-1:2006 
	Схемы интегральные. Измерение электромагнитной помехоустойчивости, от 150 кГц до 1 ГГц. Часть 1. Общие условия и определения 
	 

	EN 62132-2:2011 
	Схемы интегральные. Измерение электромагнитной помехоустойчивости. Часть 2. Измерение устойчивости к излучаемым помехам. Метод с применением TEM- камеры и широкополосной TEM-камеры 
	 

	EN 62132-3:2007 
	Схемы интегральные. Измерение электромагнитной помехоустойчивости, от 150 кГц до 1 ГГц. Часть 3. Метод инжекции объемного тока 
	 

	EN 62132-4:2006 
	Схемы интегральные. Измерение электромагнитной помехоустойчивости, от 150 кГц до 1 ГГц. Часть 4. Метод прямой радиочастотной подпитки 
	 

	EN 62132-5:2006 
	Схемы интегральные Измерение электромагнитной помехоустойчивости, от 150 кГц до 1 ГГц. Часть 5. Стендовый метод с применением клетки Фарадея 
	 

	EN 62258-5:2006 
	Изделия полупроводниковые бескорпусные (кристаллы). Часть 5. Требования к информации, касающейся электрического аналогового моделирования 
	 

	EN 62258-6:2006 
	Изделия полупроводниковые бескорпусные (кристаллы). Часть 6. Требования к информации, касающейся теплового моделирования 
	 

	EN 62433-2:2010 
	Моделирование электромагнитной помехоустойчивости интегральных схем (EMC IC), Часть 2. Модели интегральных схем для поведенческого моделирования EMI. Моделирование кондуктивных излучений (ICEM-CE) 
	 

	EN 161101:1991 
	Интегральные схемы пленочные и гибридные. Типовая форма частных технических условий 
	 

	EN 163100:1991 
	Схемы интегральные гибридные и пленочные. Технические условия на группу продукции 
	 

	EN 163101:1991 
	Схемы интегральные гибридные и пленочные. Типовая форма частных технических условий 
	 

	EN 165000-1:1996 
	Схемы гибридные и пленочные интегральные. Часть 1. Общие технические условия. Процедура признания возможностей изготовителя 
	 

	EN 165000-2:1996 
	Схемы гибридные и пленочные интегральные. Часть 2. Внутренний визуальный контроль и специальные испытания 
	 

	EN 165000-3:1996 
	Схемы гибридные и пленочные интегральные. Часть 3. Контрольный перечень для самопроверки и отчет для изготовителей интегральных пленочных и гибридных схем 
	 

	EN 165000-4:1996 
	Схемы гибридные и пленочные интегральные. Часть 4. Информация для покупателя, схемы испытаний для оценки продукции и типовая форма частных технических условий 
	 

	EN 165000-5:1997 
	Схемы гибридные и пленочные интегральные. Часть 5. Процедура подтверждения возможностей изготовителя 
	 

	EN 190000:1995 
	Схемы интегральные. Общие технические условия 
	 

	EN 190100:1993 
	Схемы интегральные цифровые монолитные. Технические условия 
	 

	EN 190101:1994 
	Схемы цифровые интегральные TTL серий 54, 64, 74, 84. Групповые технические условия 
	 

	EN 190102:1994 
	Схемы цифровые интегральные Шоттки, построенные по принципу TTL, серий 54S, 64S, 74S, 84S. Групповые технические условия 
	 

	EN 190103:1994 
	Схемы цифровые интегральные Шоттки маломощные, построенные по принципу TTL, серий 54LS, 64LS, 74LS, 84LS. Групповые технические условия 
	 

	EN 190106:1994 
	Схемы цифровые интегральные Шоттки маломощные усовершенствованные, построенные по принципу TTL, серий 54ALS, 74ALS. Групповые технические условия 
	 

	EN 190107:1994 
	Схемы цифровые интегральные, построенные по принципу TTL FAST серий 54F, 74F. Групповые технические условия 
	 

	EN 190108:1994 
	Схемы цифровые интегральные усовершенствованные Шоттки, построенные по принципу TTL, серий 54AS, 74AS. Групповые технические условия 
	 

	EN 190109:1994 
	Схемы цифровые интегральные HC MOS серий HC/HCT/HCU. Групповые технические условия 
	 

	EN 190110:1994 
	Схемы цифровые интегральные с микропроцессором. Типовая форма частных технических условий 
	 

	EN 190116:1993 
	Схемы цифровые интегрированные AC MOS. Групповые технические условия 
	 

	IEC 60747-10:1991 
	Приборы полупроводниковые. Часть 10. Общие технические условия на дискретные приборы и интегральные схемы 
	 

	IEC 60747-16-10:2004 
	Приборы полупроводниковые. Часть 16-10. Технологический график приемки (TAS) монолитных СВЧ интегральных схем 
	 

	IEC 60748-1:2002 
	Приборы полупроводниковые. Интегральные схемы. Часть 1. Общие положения 
	 

	IEC 60748-2-1:1991 
	Приборы полупроводниковые. Интегральные схемы. Часть 2. Цифровые интегральные схемы. Раздел 1. Форма частных технических условий на логические схемы на биполярных монолитных цифровых интегральных схемах (за исключением некоммутированных матриц логических схем) 
	 

	IEC 60748-2-2:1992 
	Приборы полупроводниковые. Интегральные схемы. Часть 2. Цифровые интегральные схемы. Раздел 2. Групповые технические условия на цифровые интегральные схемы HCMOS, серий 54/74 HC, 54/74 HCT, 54/74 HCU 
	 

	IEC 60748-2-3:1992 
	Приборы полупроводниковые. Интегральные схемы.  Часть 2. Цифровые интегральные схемы. Раздел 3. Форма частных технических условий на цифровые интегральные схемы HCMOS (серий 54/74 HC, 54/74 HCT, 54/74 HCU) 
	 

	IEC 60748-2-4:1992 
	Приборы полупроводниковые. Интегральные схемы. Часть 2. Цифровые интегральные схемы. Раздел 4. Групповые технические условия на комплементарные цифровые MOS интегральные схемы, серий 4000 В и 4000 UB 
	 

	IEC 60748-2-5:1992 
	Приборы полупроводниковые. Интегральные схемы.  Часть 2. Цифровые интегральные схемы. Раздел 5. Форма частных технических условий на комплементарные цифровые MOS интегральные схемы (серий 4000 В и 4000 UB) 
	 

	IEC 60748-2-6:1991 
	Приборы полупроводниковые. Интегральные схемы. Часть 2. Цифровые интегральные схемы. Раздел 6. Форма частных технических условий на микропроцессорные интегральные схемы 
	 

	IEC 60748-2-7:1992 
	Приборы полупроводниковые. Интегральные схемы. Часть 2. Цифровые интегральные схемы. Раздел 7. Форма частных технических условий на биполярные интегральные схемы постоянных программируемых запоминающих устройств с пережигаемыми перемычками 
	 

	IEC 60748-2-8:1993 
	Приборы полупроводниковые. Интегральные схемы Часть 2. Цифровые интегральные схемы. Раздел 8. Форма частных технических условий на интегральные схемы статических оперативных запоминающих устройств 
	 

	IEC 60748-2-9:1994 
	Приборы полупроводниковые. Интегральные схемы. Часть 2. Цифровые интегральные схемы. Раздел 9. Форма частных технических условий на MOS-программируемые постоянные запоминающие устройства со стиранием информации ультрафиолетовым излучением 
	 

	IEC 60748-2-10:1994 
	Приборы полупроводниковые. Интегральные схемы. Часть 2. Цифровые интегральные схемы. Раздел 10. Форма частных технических условий на интегральные схемы динамических оперативных запоминающих устройств 
	 

	IEC 60748-2-11:1999 
	Приборы полупроводниковые. Интегральные схемы. Часть 2-11. Цифровые интегральные схемы. Форма частных технических условий на интегральные схемы электрически программируемых постоянных запоминающих устройств с электрическим стиранием информации и с однимисточником питания 
	 

	IEC 60748-2-12:2001 
	Приборы полупроводниковые. Интегральные схемы. Часть 2-12. Цифровые интегральные схемы. Форма частных технических условий на программируемые логические устройства (PLDs) 
	 

	IEC 60748-2-20:2008 
	Приборы полупроводниковые. Интегральные схемы. Часть 2-20. Цифровые интегральные схемы. Групповые технические условия. Низковольтные интегральные схемы 
	 

	IEC 60748-2:1997 
	Приборы полупроводниковые. Интегральные схемы. Часть 2. Цифровые интегральные схемы 
	 

	IEC 60748-3-1:1991 
	Приборы полупроводниковые. Интегральные схемы. Часть 3. Аналоговые интегральные схемы. Раздел 1. Форма частных технических условий на монолитные интегральные операционные усилители 
	 

	IEC 60748-3:1986 
	Приборы полупроводниковые. Интегральные схемы. Часть 3. Аналоговые интегральные схемы 
	Русский 

	IEC 60748-4-1:1993 
	Приборы полупроводниковые. Интегральные схемы Часть 4. Интерфейсные интегральные схемы. Раздел 1. Форма частных технических условий на линейные цифро-аналоговые преобразователи (DAC) 
	 

	IEC 60748-4-2:1993 
	Приборы полупроводниковые. Интегральные схемы. Часть 4. Интерфейсные интегральные схемы. Раздел 2. Форма частных технических условий на линейные аналого-цифровые преобразователи (АDC) 
	 

	IEC 60748-4-3:2006 
	Приборы полупроводниковые. Интегральные схемы. Часть 4-3. Интерфейсные интегральные схемы. Динамические критерии для аналого-цифровых преобразователей (ADC) 
	 

	IEC 60748-4:1997 
	Приборы полупроводниковые. Интегральные схемы. Часть 4. Интерфейсные интегральные схемы 
	 

	IEC 60748-5:1997 
	Приборы полупроводниковые. Интегральные схемы. Часть 5. Полузаказные интегральные схемы 
	 

	IEC 60748-11-1:1992 
	Приборы полупроводниковые. Интегральные схемы. Часть 11. Раздел 1. Внутренний визуальный контроль полупроводниковых интегральных схем, за исключением гибридных схем 
	 

	IEC 60748-11:1990 
	Приборы полупроводниковые. Интегральные схемы. Часть 11. Групповые технические условия на полупроводниковые интегральные схемы, за исключением гибридных схем 
	 

	IEC 60748-20-1:1994 
	Приборы полупроводниковые. Интегральные схемы. Часть 20. Общие технические условия на пленочные и пленочные гибридные интегральные схемы. Раздел 1. Требования к внутреннему визуальному контролю 
	 

	IEC 60748-20:1988 
	Приборы полупроводниковые. Интегральные схемы. Часть 20. Общие технические условия на пленочные и пленочные гибридные интегральные схемы 
	 

	IEC 60748-21-1:1997 
	Приборы полупроводниковые. Интегральные схемы. Часть 21-1. Форма частных технических условий на пленочные интегральные схемы и пленочные гибридные интегральные схемы на основе процедур признания квалификации изготовителя 
	 

	IEC 60748-21:1997 
	Приборы полупроводниковые. Интегральные схемы. Часть 21. Групповые технические условия на пленочные интегральные схемы и пленочные гибридные интегральные схемы на основе процедур признания квалификации изготовителя 
	 

	IEC 60748-22-1:1997 
	Приборы полупроводниковые. Интегральные схемы Часть 22-1. Форма частных технических условий на пленочные интегральные схемы и пленочные гибридные интегральные схемы на основе процедур признания возможностей изготовителя 
	 

	IEC 60748-22:1997 
	Приборы полупроводниковые. Интегральные схемы. Часть 22. Групповые технические условия на пленочные интегральные схемы и пленочные гибридные интегральные схемы на основе процедур признания возможностей изготовителя 
	 

	IEC 60748-23-1:2002 
	Приборы полупроводниковые. Интегральные схемы. Часть 23-1. Гибридные интегральные схемы и пленочные структуры. Сертификация производственной линии. Общие технические условия 
	 

	IEC 60748-23-2:2002 
	Приборы полупроводниковые. Интегральные схемы. Часть 23-2. Гибридные интегральные схемы и пленочные структуры. Сертификация производственной линии. Внутренний визуальный контроль и специальные испытания 
	 

	IEC 60748-23-3:2002 
	Приборы полупроводниковые. Интегральные схемы. Часть 23-3. Гибридные интегральные схемы и пленочные структуры. Сертификация производственной линии. Контрольный лист и протокол внутренней оценки изготовителями 
	 

	IEC 60748-23-4:2002 
	Приборы полупроводниковые. Интегральные схемы. Часть 23-4. Гибридные интегральные схемы и пленочные структуры. Сертификация производственной линии. Форма частных технических условий 
	 

	IEC 60748-23-5:2003 
	Приборы полупроводниковые. Интегральные схемы. Часть 23-5. Гибридные интегральные схемы и пленочные структуры. Сертификация производственной линии. Процедуры признания квалификации изготовителя 
	 

	IEC 60824:1988 
	Терминология, относящаяся к микропроцессорам 
	 

	IEC 61739:1996 
	Схемы интегральные. Часть 1. Процедуры приемки производственных линий и правление качеством 
	 

	IEC 61943:1999 
	Схемы интегральные. Руководство по аттестации производственных линий 
	 

	IEC 61964:1999 
	Схемы интегральные. Конфигурации выводов запоминающих устройств 
	 

	IEC 61967-1:2002 
	Схемы интегральные. Измерение электромагнитных излучений от 150 кГц до 1 ГГц. Часть 1. Общие условия и обозначения 
	 

	IEC 61967-4:2002 
	Схемы интегральные. Измерение электромагнитных излучений от 150 кГц до 1 ГГц. Часть 4. Измерение кондуктивных излучений методом прямого соединения 1 Ом/150 Ом 
	 

	IEC 61967-4:2006 
	Схемы интегральные. Измерение электромагнитных излучений от 150 кГц до 1 ГГц. Часть 4. Измерение кондуктивных излучений методом прямого соединения 1 Ом/150 Ом 
	 

	IEC 61967-5:2003 
	Схемы интегральные. Измерение электромагнитных излучений от 150 кГц до 1 ГГц. Часть 5. Измерение кондуктивных излучений. Стендовый метод с применением клетки Фарадея 
	 

	IEC 61967-6:2002 
	Схемы интегральные. Измерение электромагнитных излучений от 150 кГц до 1 ГГц. Часть 6. Измерение кондуктивных излучений. Метод магнитного зонда 
	 

	IEC 61967-6:2008 
	Схемы интегральные. Измерение электромагнитных излучений от 150 кГц до 1 ГГц. Часть 6. Измерение кондуктивных излучений. Метод магнитного зонда 
	 

	IEC 61967-8:2011 
	Схемы интегральные. Измерение электромагнитных излучений. Часть 8. Измерение излучений. Метод с использованием полосковых линий интегральных схем (IC) 
	 

	IEC 62090:2002 
	Этикетки упаковочные для электронных компонентов с использованием штрих-кода и двумерной символики 
	 

	IEC 62132-1:2006 
	Схемы интегральные. Измерение электромагнитной помехоустойчивости, от 150 кГц до 1 ГГц. Часть 1. Общие условия и определения 
	 

	IEC 62132-2:2010 
	Схемы интегральные. Измерение электромагнитной помехоустойчивости. Часть 2. Измерение устойчивости к излучаемым помехам. Метод с применением TEM- камеры и широкополосной TEM-камеры 
	 

	IEC 62132-3:2007 
	Схемы интегральные. Измерение электромагнитной помехоустойчивости, от 150 кГц до 1 ГГц. Часть 3. Метод инжекции объемного тока 
	 

	IEC 62132-4:2006 
	Схемы интегральные. Измерение электромагнитной помехоустойчивости, от 150 кГц до 1 ГГц. Часть 4. Метод прямой радиочастотной подпитки 
	 

	IEC 62132-5:2005 
	Схемы интегральные Измерение электромагнитной помехоустойчивости, от 150 кГц до 1 ГГц. Часть 5. Стендовый метод с применением клетки Фарадея 
	 

	IEC 62433-2:2008 
	Моделирование электромагнитной помехоустойчивости интегральных схем (EMC IC), Часть 2. Модели интегральных схем для поведенческого моделирования EMI. Моделирование кондуктивных излучений (ICEM-CE) 
	 

	IEC/TR 60828:1988 
	Расположение выводов микропроцессоров, использующих соединители по IEC 60603-2 
	 

	IEC/TR 61352:2006 
	Мнемоника и символы для интегральных схем 
	 

	IEC/TR 61967-1-1:2010 
	Схемы интегральные. Измерение электромагнитных излучений. Часть 1-1. Общие условия и определения. Формат обмена данными сканирования в ближнем поле 
	 

	IEC/TR 61967-4-1:2005 
	Схемы интегральные. Измерение электромагнитных излучений от 150 кГц до 1 ГГц. Часть 4-1. Измерение кондуктивных излучений. Метод последовательного соединения 1 Ом/150 Ом. Руководство по применению IEC 61967-4 
	 

	IEC/TR 62433-2-1:2010 
	Моделирование электромагнитной помехоустойчивости интегральных схем (EMC IC). Часть 2-1. Теория моделирования методом «черного ящика» для кондуктивных излучений 
	 

	IEC/TS 61944:2000 
	Схемы интегральные. Аттестация производственной линии. Демонстрационные средства 
	 

	IEC/TS 61945:2000 
	Схемы интегральные. Аттестация производственной линии. Методология анализа технологического процесса и анализа отказов 
	 

	IEC/TS 61967-3:2005 
	Схемы интегральные. Измерение электромагнитных излучений от 150 кГц до 1 ГГц. Часть 3. Измерение излучений. Метод сканирования поверхности 
	 

	IEC/TS 62215-2:2007 
	Микросхемы интегральные. Измерения помехоустойчивости к импульсу. Часть 2. Метод синхронной инжекции в переходном режиме 
	 

	IEC/TS 62228:2007 
	Схемы интегральные. Оценка электромагнитной совместимости приемопередатчиков CAN 
	 

	IEC/TS 62404:2007 
	Схемы интегральные цифровые логические. Технические условия на модель интерфейса ввода-вывода для интегральной схемы (версия 1.3 IMIC) 
	 

	IEC/TS 62433-1:2011 
	Моделирование электромагнитной помехоустойчивости интегральных схем (EMC IC). Часть 1. Общая структура моделирования 
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